Signatair EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Hajkova 2747/22, Zizkov, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 39/2026

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
se sidlem Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6
ICO 23193557

pro kalibra¢ni laboratof ¢. 2371
Kalibrac¢ni laboratoif NDT

Rozsah udélené akreditace:

Kalibrace v oborech délka, zkouSeni vlastnosti a vad materialu a elektrické veli¢iny pro defektoskopy
a tloustkomeéry Evident/Olympus, vymezené piilohou tohoto osvédceni.

Toto osvédceni je dokladem o udéleni akreditace na zékladé posouzeni splnéni akreditacnich pozadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvéd¢eni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditacni pozadavky v souladu
s pfislusnymi pfedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédceni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédceni ¢.: 455/2025 zde dne 11. 9. 2025, popfipadé spravni akty
na né navazujici.

Udg¢leni akreditace je platné do 11. 9. 2030

vz. Gor

V Praze dne 26. 1. 2026 S 3 (}f Petrosjan
Digitalni podpis:

26.01.2026 09:54:06

Ing. Jan Velisek
feditel odboru zkusebnich
a kalibra¢nich laboratofi
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.



https://www.cai.cz/?page_id=19761

Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

CMC pro obor mérené veli¢iny: Délka

Poi. |Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) Nejnizsi udavana rozsirena - . Ide.ntlﬁvk 2¢¢ | praco-
w11 . “v o lexs . ‘o Princip kalibrace kalibracniho oy
cislo kalibrace . . . mér. veliiny nejistota méreni 3 visté
min  jedn. max jedn. postupu
1* | Ultrazvukové tloustkoméry Porovnani s hodnotou etalonu | DOC-23-00018
0,150 mm az 5,100 mm 0,005 mm |délky
5,100 mm az 100,00 mm 0,01 mm
2* | Tloustkoméry Magnamike Porovnani s hodnotou etalonu | DOC-23-00018
0,250 mm az 25,340 mm 0,005 mm |délky
V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky
jsou relativni vii¢i métené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi v zavislosti na podminkach
takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizs§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibracni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibracni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné vSech
zmen).
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

CMC pro obor méfené veli¢iny: Zkousky vlastnosti a vad materiala

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y)| ~ NejnizSi uddvand - . Identifikace | p .,
w11 . meér. rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibrac¢niho oy
¢islo kalibrace min  jedn. max  jedn. velidiny R postupu’ visté
1* | Ultrazvukové tloustkoméry DOC-23-00018
Olympus/Evident automatickou metodou
Opakovaci frekvence 3 Hz az 3 kHz 1% Meéfeni osciloskopem (CSN
EN 15317)
Napéti vysilaciho impulzu 2V az 500V 2%
Dokmit impulzu 2V az 500V 2%
Doba nab&hu impulzu 2 ns az 1200 ns 0,8 %
Doba trvani impulzu 2 ns az 1200 ns 0,8 %
Pracovni rozsah proudu 0,1 A az 2A 1,5 % Ovdeéet z napajeciho zdroje
(CSN EN 15317)
Ptesnost a rozliSovaci schopnost Porovnani s hodnotou
0,25 mm az 100 mm 0,15 % etalonu délky
(CSN EN 15317)
2* | Ultrazvukové defektoskopy DOC-23-00019
Olympus/Evident automatickou metodou
Stabilita po zahtati Odecet z displeje piistroje
(CSN EN 12668-1)
- amplituda signalu 5%SH az 100 % SH 0,14 % SH
- poloha signalu 5%SW az 100 % SW 0,12 % SW
Nestabilita zobrazeni
- amplituda signalu 5%SH az 100 % SH 0,14 % SH
- poloha signalu 5%SW az 100 % SW 0,12 % SW
Stabilita pii kolisani napéti
- amplituda signalu 5%SH az 100 % SH 0,14 % SH
- poloha signalu 5%SW az 100 % SW 0,12 % SW
Napéti vysilaciho impulzu 2V az 500V 3%
Dokmit impulzu 2V az 500V 3%
Doba nabéhu impulzu 2 ns az 1100 ns 2%
Doba trvani impulzu 2 ns az 1100 ns 2%
Frekvencni odezva zesilovace 0,1 MHz az 26,5 MHz 2%
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

Poi-. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y)|  NejnizSi udavana - . Identifikace |,
Cislo! Kalibrace - - - mér. rozSirena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Viste
min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni’ postupu’®
Ekvivalentni tiroveni Sumu na vstupu 1 nVAHz az 80 nV/VHz 7% Vypocet z méfenych hodnot
(CSN EN 12668-1)
Presnost kalibrovaného atenuatoru Porovnani s etalonovym
0 dB az 110dB 0,7 dB atenuatorem
(CSN EN 12668-1)
Vertikalni linearita zobrazovaci 5%SH az 100 % SH 1% SH Simulace el. signalem
jednotky (CSN EN 12668-1)
Linearita ¢asové zakladny 5%SW az 100 % SW 0,0004 % SW
Casova rozlisovaci schopnost 50 ns az 150 ns 2 ns
Napéti vysilaciho impulzu 2V az 500V 3% Me¢ieni osciloskopem
(CSN EN ISO 22232-1)
Doba nabéhu impulzu 2 ns az 1100 ns 2%
Doba trvani impulzu 2 ns az 1100 ns 2%
Frekvenc¢ni odezva zesilovace 0,1l MHz az 26,5MHz 2% Odecet z displeje pfistroje
(CSN EN IS0 22232-1)
Ekvivalentni Groveil Sumu na vstupu 1 nV/VHz az 80 nV/VHz 7% Vypocet z méfenych hodnot
(CSN EN IS0 22232-1)
Presnost kalibrovaného atenuatoru 0dB az 110dB 0,7 dB Porovnani s etalonem
(CSN EN ISO 22232-1)
Vertikalni linearita zobrazovaci 5%SH az 100 % SH 1% SH Simulace el. signdlem
jednotky (CSN EN ISO 22232-1)
Linearita ¢asové zakladny 5%SW az 100 % SW 0,0004 % SW
3* Vitivoproudé defektoskopy DOC-23-00021
Olympus/Evident fady Nortec 500
Odbér proudu piistroje 550 mA az 850 mA 0,006 mA Odecet z napajeciho zdroje
Vypnuti ptistroje 7,0V az 80V 0,06 V
Nabijeci proud pfistroje 1,0 A az 1,7A 0,5 mA
Amplituda vystupniho signalu 0,4V az 42V 0,05 mV Meéteni multimetrem
Budici puls pfistroje 8,20 Vi az 10,27 V., 0,06 V,p
Vystupni frekvence piistroje 0 Hz az 100 Hz 0,1 Hz
0MHz az 12 MHz 12:10° MHz
Test filtru 2 Hz az 8 Hz 0,057 Hz Odecet z displeje pfistroje
Vystupni frekvence scanneru Méfeni osciloskopem
- pro 1200 (RPM) 0 Hz az 20 Hz 0,02 Hz
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

Poi-. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y)|  NejnizSi udavana - . Identifikace |,
Cislo! Kalibrace - - - mér. rozSirena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Viste
min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni’ postupu’®
- pro 3000 (RPM) 0 Hz az 50 Hz 0,05 Hz
Vodivost piistroje 30 %IACS az 60 % IACS 0,17 % IACS |Porovnani s etalonem
Pridavné vystupy Frekvence ¢. 1 & €. 2 5V 0,06 V Meéieni osciloskopem
4* Vitivoproudé defektoskopy DOC-23-00021
Olympus/Evident fady Nortec 600
Budici frekvence Me¢feni osciloskopem
1010 MHz  az 10 MHz 2% (CSN EN ISO 15548-1)
Harmonické zkresleni 10-10° MHz  az 10 MHz 0,3%
Maximalni vystupni napéti 1,8 Vi az 2,2Vy, 0,3 %
Maximalni dovolené vstupni napéti 0,1 Vo az 144 V,, 0,5 %
Frekvencni odezva zpracovani signalu 0,1 kHz az 2 kHz 0,1 %
Fézova linearita 0° az  360° 0,002 ° Odecet z displeje pfistroje
(CSN EN ISO 15548-1)
Ptesnost nastaveni zesileni Porovnani s etalonovym
0dB az 100 dB 0,07 dB atenuatorem
(CSN EN ISO 15548-1)
Maximalni Sum pfistroje 1,8 uv az 150 uVvV 0,5 % Vypocet z méenych hodnot
(CSN EN ISO 15548-1)
5* | Vifivoproud¢ defektoskopy DOC-23-00021
Olympus/Evident fady BondMaster 600
Budici frekvence 1 kHz az 500 kHz 2% Meéfeni osciloskopem
Harmonické zkresleni 10-10° MHz  az 10 MHz 0,3 %
Maximalni vystupni napéti TX 0,9 V., az 140 V,, 0,3 %
generatoru (MIA, RESONANCE) a
HYV generatoru (MIA)
Linearita vstupniho napéti 0,01 % az  0,75% 0,5 %
Frekven¢ni odezva zpracovani signalu 70 Hz az 80 Hz 0,1 %
Féazova linearita 0° az  360° 0,002 ° Odecet z displeje pfistroje
Pfesnost nastaveni zesileni Porovnani s etalonovym
0dB az 100 dB 0,07 dB atenuatorem
Maximalni Sum pfistroje 1,8 uv az 15 uv 0,5 % Vypocet z métenych hodnot
6* | Ultrazvukové defektoskopy DOC-23-00022

Olympus/Evident fady Omniscan
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026

Poi-. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y)|  NejnizSi udavana - . Identifikace |,
Cislo! Kalibrace - - - mér. rozSirena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Viste
min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni’ postupu’®
Stabilita po zahiati (mm) Odecet signalu z displeje
pristroje (CSN EN 12668-1)
- amplituda signalu 5%SH az 100 % SH 0,14 % SH
- poloha signalu 5%SW az 100 % SW 0,12 % SW
Nestabilita zobrazovaci jednotky
- amplituda signalu (mm) 5%SH az 100 % SH 0,14 % SH
- poloha signalu (mm) 5%SW az 100 % SW 0,12 % SW
Stabilita pii zménach napéti
- amplituda signalu (mm) 5%SH az 100 % SH 0,14 % SH
- poloha signalu (mm) 5%SW az 100 % SW 0,12 % SW
Meéfeni osciloskopem
Napéti vysilaciho impulzu 2V az 500V 3% (CSN EN 12668-1)
Dokmit impulzu 2V az 500V 3%
Doba nab&hu impulzu 2 ns az 1100 ns 2%
Doba trvani impulzu 2 ns az 1100 ns 2%
Frekvenc¢ni odezva zesilovace 0,1 MHz az 26,5MHz 2% Odecet z displeje pfistroje
(CSN EN 12668-1)
Ekvivalentni Groven Sumu na vstupu 1 nV/AHz az 80 nV/\Hz 7% Vypocet z métenych hodnot
(CSN EN 12668-1)
Presnost kalibrovaného atenuatoru Porovnani s etalonovym
0 dB az 110dB 0,7 dB atenuatorem
(CSN EN 12668-1)
Vertikalni linearita zobrazovaci 5%SH az 100 % SH 1,0 % SH Odecet z displeje piistroje
jednotky (mm) (CSN EN 12668-1)
Linearita ¢asové zakladny 0 us az 5125 ps 0,004 us Simulace el. signalem
(CSN EN 12668-1)
Napéti vysilaciho impulzu (PA) 2V az 500V 3% M¢feni osciloskopem
Doba nabéhu impulzu (PA) 2 ns az 1100 ns 2%
Doba trvani impulzu (PA) 2 ns az 1100 ns 2%
Emisni zpozdéni (PA) 0 ns az 5ns 0,08 ns
Sika pasma (PA) 0,2MHz az 26,5MHz 2% Odecet z displeje pfistroje
Linearita zobrazeni (PA) 5%SH az 100 % SH 0,23 % SH
Absolutni zesileni pfistroje (PA) 5%SH az 100 % SH 0,23 % SH Meéfteni osciloskopem
Zpozdéni linearity zobrazeni (PA) 0,01 ps az 10,01 ps 0,001 ps Simulace el. signalem
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026

Poi-. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y)|  NejnizSi udavana - . Identifikace |,
Cislo! Kalibrace - - - mér. rozSirena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Viste
min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni’ postupu’®
Napéti vysilaciho impulzu (UT) 2V az 500V 3% Meéfteni osciloskopem
Doba nab&hu impulzu (UT) 2 ns az 1100 ns 2%
Doba trvani impulzu (UT) 2 ns az 1100 ns 2%
Absolutni zesileni pfistroje (UT) 5%SH az 100 % SH 0,23 % SH
Siika pasma (UT) 02MHz az 26,5MHz 2% Odeget z displeje pfistroje
Zpozdeéni linearity zobrazeni 0,01 ps az 10,01 ps 0,001 ps Simulace el. signalem
Linearita zobrazeni 5%SH az 100 % SH 0,23 % SH Odecet z displeje pfistroje
Napéti vysilaciho impulzu (UT) 2V az 500V 3% Meéfeni osciloskopem
Doba nabéhu impulzu (UT) 2 ns az 1100 ns 2% (CSN EN IS0 22232-1)
Doba trvani impulzu (UT) 2 ns az 1100 ns 2%
Frekvenc¢ni odezva zesilovace 0,2MHz az 26,5MHz 2% Generovani signalu
(CSN EN ISO 22232-1)
Ekvivaletni uroven Sumu na vstupu 1 nV/A\NHz az 80 nV/\VHz 7% Vypocet z méfenych hodnot
(CSN EN ISO 22232-1)
Presnost kalibrovaného atenuatoru 0dB az 110 dB 0,7dB Porovnani s etalonovym
atenuatorem
(CSN EN ISO 22232-1)
Vertikalni linearita zobrazovaci 5%SH az 100 % SH 1,0 % SH Odecet z displeje pfistroje
jednotky (mm) (CSN EN ISO 22232-1)
Odchylka zesileni kanala 5%SH az 100 % SH 0,2 % SH Odecet z displeje pfistroje
Napéti vysilaciho impulzu 2V az 500V 3% Meéfeni osciloskopem
Doba nabéhu impulzu 2 ns az 1100 ns 2% (CSN EN ISO 18563-1)
Doba trvani impulzu 2 ns az 1100 ns 2%
Linearita ¢asovych zpozdéni 0 ns az 100 ns 0,07 ns Simulace el. signalem
(CSN EN ISO 18563-1)
Odchylka pozice vysilacich kanalt 0 ns az 5 ns 0,07 ns Simulace el. signalem
Frekvenc¢ni odezva zesilovace 0,2MHz az 29 MHz 2% Generovani signalu
(CSN EN ISO 18563-1)
Odchylka zesileni kanala 5%SH az 100 % SH 0,2 % SH Odecet z displeje pfistroje
(CSN EN ISO 18563-1)
Ekvivalentni urovei Sumu na vstupu 1 nVANHz az 80 nV/NHz 7% Vypocet z métenych hodnot
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

Poi-. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y)|  NejnizSi udavana - . Identifikace |,
Cislo! Kalibrace - - - mér. rozSirena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Viste
min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni’ postupu’®
Piesnost kalibrovaného atenuatoru 0dB az 110 dB 0,7dB Porovnani s etalonovym
atenuatorem
(CSN EN ISO 18563-1)
Linearita vertikalniho zobrazeni (mm) 5%SH az 800 % SH 1% SH Odecet z displeje pfistroje
(CSN EN ISO 18563-1)
Linearita vysilanych jednotlivych 0 ns az 55 ns 0,07 ns Simulace el. signalem
impulzl (CSN EN ISO 18563-1)
Absolutni zesileni pfistroje (ECA) ov az 5V 0,01V Meéfteni osciloskopem
Linearita zesileni (ECA) Porovnani s etalonovym
0,1 % az 3,0 % 0,7 % atenuatorem
Budici frekvence generatoru (ECA) 0,1 MHz az 6,1 MHz 2,0 % Meéfeni osciloskopem
Ovéreni napéti na vystupu (ECA)
- napéti IY% az 1ov 0,7 % Meéfeni multimetrem
- frekvence 1 Hz az 20 Hz 2,0 % Me¢ieni osciloskopem
Obecny test (ECA)
- napéti na konektoru ov az 12V 0,08 V M¢éfeni multimetrem
- napéti na BNC konektoru ov az 12V 0,08 V

V ptipadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky
jsou relativni vii¢i métené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi v zavislosti na podminkach
takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentu identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech
zmén).

Vysvétlivky:

IACS.......... standardizovana konstanta, udavajici elektrickou vodivost m¢kké médi
RPM........... otacky za minutu

SH....cceuenne. vyska obrazovky

SW..oooenn. Sifka obrazovky
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

CMC pro obor mérené veli¢iny: Elektrické velic¢iny

Poi. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah vy ey Neg'{lviiﬁ,udz'}.vanzi - . Identifikace Praco-
Sislo! Piedmét kalibrace - - - Parametr(y) mér. veli¢iny rozs1re15% ne,‘]lstota Princip kalibrace kalibracniho Viste
min jedn. max jedn. méieni? postupu?®
1 Stejnosmérné napéti / Piimé méfeni multimetrem DOC-25-00057
Zdroje
stejnosmérného
napéti 0 mV az 10 mV 8 uv
10 mV az 100 mV 17 pv
100 mV az I 88 uv
1Y az 10V 0,8 mV
10V az 100 V 10 mV
100 az 1000 V 65 mV
2 Stejnosmérny odpor 0Q az 10Q 10 mQ Piimé méfeni multimetrem DOC-25-00057
10Q az 100 Q 29 mQ
100 Q az 1kQ 0,2Q
1 kQ az 10 kQ 2Q
10 kQ az 100 kQ 20Q
100 kQ az 1 MQ 0,2 kQ
1MQ  az 10 MQ 8kQ
10 MQ  az 100 MQ 0,9 MQ
3 VF napéti, Mefeni osciloskopem DOC-25-00057
mezivrcholova s externi zat¢zi 50 Q
hodnota / Zdroje
mezivrcholového
napéti 2 mV az 40V 0,1 MHz az 100 MHz 3%+ 0,1l mV
4 VF zeslabeni / VF Meéfeni vektorovym DOC-25-00057
zeslabovagd 0dB az 50 dB 0,25 MHz az do 100 MHz 0,17 dB analyzatorem
50 dB az 60 dB 0,21 dB
60 dB az 70 dB 0,28 dB
70 dB az 80 dB 0,37 dB
80 dB az 90 dB 0,57 dB
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 39/2026 ze dne: 26. 1. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Wabtec Inspection Technologies Czech s.r.o.
objekt ¢islo 2371, Kalibrac¢ni laboratof NDT
Evropska 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6

V pripadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky
jsou relativni vii¢i métené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi v zavislosti na podminkach
takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentu identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech
zmén).
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